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GSS600超声无损检测系统

操作流程指南（半导体篇）

（以实物图为准，仅参考）

前言：感谢您选择上海思为仪器制造有限公司的设备及服务。

本资料是为了协助您顺利的进行界面操作 shsiwi GSS600指导，在设备安装后进行，需要做好的

工作内容。

为确保仪器能正常操作，并且每位人员都能快速的操作，也为了确保后期新增人员的使用，请您

仔细阅读本文，按照以下指导要求进行操作。

超声扫描显微镜（SAT）是一种利用超声波为传播媒介的无损检测成像设备，主要利用高频超声

波，对各类半导体器件、材料进行检测，能够检测出样品内部的气孔、裂纹、夹杂和分层等缺陷，并

以图形的方式直观展示。在扫描过程中，不会对样品造成损伤，不会影响样品性能，可满足陶瓷基板、

IGBT、水冷散热器、电池、半导体、电器焊接件、金刚石复合材料、碳纤维复合材料、新能源锂电

池等产品质控需求。

以下是简易式操作指导，如有不明，请联系上海思为相关人员......桂工：15088992733
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步骤一：打开计算机桌面软件如图

步骤二：点击维修员，输入密码 123456如图

步骤三：打开系统配置界面 点击一键校准 校准成功后→
保存→导入(注：在偏差没有全部显示绿色 需保存→导入 然后重新一键校准 直到偏差全部

显示为绿色）如图
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(普通操作人员需掌握)设备开机，设备关机，紧急停止，更换探头，一键校准，手动扫描，批量扫描，

报告查看，手动分析.

一，《《建处方流程》》

1，进入软件，点击设备维护（专职人员使用）（看软件右下方应显示运动系统正常），

点击系统配置，点击探头管理（使用哪款探头，选用对应探头信息），点击参数校准，点击一键校准。

（一键校准做一次保存导入一次，直到五个偏差值呈绿色。校准时保证探头和标定块表面无气泡）（至

进入软件起，系统设置四个小时需校准一次，软件自动提示。如需更改时长可与本公司技术人员沟通）

2，进入手动扫描界面

粗扫：

第一步《选择处方》

第二步《工件信息》

1， 写入工件信息，包括名称，尺寸，厚度（工件上表面到结合面的厚度），保存
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第三步《搜索信号》(以下说明为需要手动修改选项，其余选项无需改动)

1，选项<打开脉冲发生器>和<打开采集卡>都选中

2，<强度>选项根据后续步骤适用选择（强度取值一般是在<对焦器>选项对焦之后，结合
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面波形的上波峰值取值为软件界面幅值最大值的 60%-70%左右。

3，<阻抗匹配>选项选择 low

4，材质选择<树脂>，点击计算飞行模式，保存

第四步《对焦器》

(此部分调数值后记得点击<更新>)

{注意！，以下部分步骤以培训人员现场培训说明为主}

粗扫时按 F4 调出运动控制台，运动模式选择低速，探头对准工件表面，用键盘在 X 或 Y 轴方向

轻微移动直到波形界面有较为明显的波形）

（解释：低频探头<50M 以下，不包含 50M>，高频探头反之；结合面的波形在上表面波形 的后面

第一个波）

1，调触发门值<解释：触发门值触发上表面波形，选取的值尽量不受干扰信号影响>

2， 触发门开始时间和结束时间选项一般不改动（注意：当使用高频探头例如

50M,75M,100M 的探头，因高频探头每 20us 会有一个延迟波，因此触发门开始和结 束时间设置

范围建议在<21-39>以内）
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3，调数据门值（数据门值判断结合面的波形为 W 型或 M 型<解释：W 波形代表此处分层， M 波

形代表此处未分层（通常情况）），尽量不触碰到干扰波，此步骤可在后续<5>找到最佳焦面 步骤

完成后再优化）
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4，调数据门前后位移（框选覆盖到结合面的整个波形，一般在基岛对焦，还需框选覆盖 树脂和芯片

结合面的波形，也可、根据工件具体情况在引脚或芯片对焦）

5，<最佳焦面>选项，按 Fn+按键上下键手动找结合面波形上波峰值最大值的大概位置， 再看上表

面波形下波峰对应的飞行时间（例如 20us），在对焦区间输入飞行时间值的+-2,输入之后 点击对焦，

软件找到波峰最大值后到<参考焦面>选项保存

第五步《分析器》
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1，在图像分析界面下，强度选项中调色盘选用<标准灰度>,量程参数点击推荐，保存

2，在图像分析下，相位选项中，调色盘选用<灰红>，<白噪>选项需勾选

3，在特殊参数选项中设置如下：

强度界面：选按对焦推荐，倍率用 140%，需前面完成对焦步骤；

相位界面：反向相位仅需要时勾选，锁定需勾选；
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一般选择时间优先模式；

第一阈值一般设置在<75—95>，设置越高，着色要求越严格。（一般建议低频探头初

始第一阈值设置为<75-85>,高频探头设置为<85-95>）

第六步《扫描器》

1，宽度分辨率在粗扫阶段建议设置为 50，扩大区域根据需求来设置，前表格代表 x 行 程，后表

格代表 Y 轴行程。（注意：总的扫描范围是扩扫行程数值+第二步设置的工件尺寸）

2， 保存，开始扫描。
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精扫：（在粗扫呈现出工件图像的基础上）

第一步

1， 在图片界面（分强度图，相位图，通过强度图结合波形信号判断分层情况，相位图辅助 判断<

在相位图中，分层的区域会呈现红色>），以下操作选取强度图，点击光标{A}，选中基岛部分，再进

入 A 扫界面看信号。
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2， 点击《对焦器》界面，看数据门值是否框选到整个结合面（包括引脚和芯片）。
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3，点击《对焦器》界面，看结合面波形的上峰值是否超出屏幕，可到《搜索信号》界面合 理调整强

度，大约在最大幅值的 60%-70%。

4， 在《对焦器》界面按 Fn+按键上下键手动找结合面上波峰值最大值的大概位置，再看上表 面波

形的下波峰对应的飞行时间（例如 20us），在对焦区间输入飞行时间值的+-2(前负 后正),输入之后

点击对焦，软件找到波峰最大值后到<参考焦面>选项保存（保存后看结 合面上波峰值是否在最大幅

值的 60%-70%，如果过大或者过小需到《搜索信号》界面合理 调强度值，保存
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5，到《分析器》界面：

强度界面：选按对焦推荐，倍率用 140%，需前面完成对焦步骤；

相位界面：反向相位仅需要时勾选，锁定需勾选； 一般选择时间优先模式；

第一阈值一般设置在<75—95>，设置越高，着色要求越严格。（一般建议低频探头初 始第一阈值设

置为<75-85>,高频探头设置为<85-95>）

6，到《扫描器》界面，宽度分辨率和扩扫行程根据实际工件尺寸情况和客户需求匹配使用合 适分辨

率。

7，图片扫完之后选到强度图和相位图（辅助判断是否分层），看相位图着色的区域或者强度 图发白

区域，点击光标{A}到着色处，在<A 扫>界面看结合面波形信号是否呈现 W 型波峰。 如果着色的

区域呈现的波形信号是 M 型，则需修改第一阈值。

另外种两种情况：

其一，当结合面波形图不呈现经典 W 型或 M 型时，通过如下方式判断：在波形界面从左往 右看，

数据门值先触发结合面下波峰值时为未分层波形，反之为分层波形。

其二，当结合面波形图上波峰值前后有相近值的两个峰值时判断此位置可能存在部分分 层。

（注意 1：强度图明显异常区域，看波形呈现 W 型的情况，如果相位图未着色，在不使未 分层区

域着色的前提下，可以调低第一阈值使其着色，反之可调高第一阈值。）

（注意 2：部分低频探头波形相反，需要按之前的说明，选择<反向相位>选项,具体可和 本公司技术

人员沟通）
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T 扫：

（注意，同一种类工件，先做 C 扫处方，再做 T 扫处方）

1， 选择对应工件的 C 扫处方，再拷贝，更改处方名字。

2， 在<搜索信号>界面，信号模式选择<Through>，调高强度数值（选中工件未分层基岛部

分，信号强度调整为幅值最大值的 30%-50%左右）。

3，在<对焦器>界面，修改触发门值数值，使其触发工件上表面波，（在触发门值不触碰到 干扰波

的情况下，触发门值尽量取小一些 在<当前高度>点击对焦，再到<目标高度>，点击对焦，对焦结束

保存。（注意：目标 对焦高度数值应和当前高度一致，不能为 0）
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4， 在<分析器>界面，第一步：需要调整触发门前后位移，使触发门值在触发到工件上表面波的情

况下不触发玻璃面的波形（需要光标选中<A>模式，到玻璃的位置看玻璃面的波形），具体由现场 操

作人员解释

第二步：在<强度>界面，调色盘选择标准灰度；<平滑>选项选中；特殊参数用推荐量程， 一般

140%-280%之间的选项做选择。关闭<相位>选项。
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保存，到第六步点击开始扫描。

注意：在强度图里，分层的地方图像一般会变亮； 在相位图里，分层的地方图像一般会着红色； 在

T 扫图像里，分层的地方一般会偏暗色或者呈黑色。 T 扫图像如何判断分层；

1， T 扫图像呈现暗色或黑色，C 扫图像呈亮色，判断为分层

2， T 扫图像呈现暗色或黑色，C 扫图像未异常，且波形结果判断为未分层，则可 能是以下几种情

况；

工件和玻璃接触面有气泡； 玻璃板下面有气泡；

工件结合面下面的树脂存在内部分层或者结构异常； 芯片和基岛存在信号散射。

以上就是单个工件处方已建好的操作简易流程，感谢您的阅读！


